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摘 　要 : 基于 N I公司的 LabV IEW 8. 2 设计了一套可控温功率 L ED 电参数自动测试系统 ,解决了仪器手动操作测量
既繁琐费时又容易出错的问题 ,可自动测量样品在不同温度下的伏安特性 ,并同步显示测量数据和曲线。利用 PID 运
算调节温度控制的精度 ,提高了测量结果的准确性和可靠性。并利用本系统对 L ED 的正向电压与温度的关系进行了
实验研究 ,发现在恒定电流下 ,温度较高时正向电压与温度成反比关系 ,温度较低时正向电压随温度减小而突然急剧
增大。
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Abstract :A temperature controllable automated measurement system for the elect rical parameter of power L ED based on
Labview 8. 2 of National Inst ruments is designed. It solved the problems of the inconvenient and fallible procedure of
inst rument manual measurement , this system can Automatic measure the voltage2current characteristic of sample at
different temperature. Using PID operation to adjust the precision of attemperation and improve the accuracy and
reliability of measurement result . And experimental investigation was carried out on the relationship between the
forward voltage and temperature in L EDs by this system. It is discovered that at a constant current , in the high
temperature region a linear inverse relationship exist s between the forward voltage and temperature ; while in low
temperature region ,forward voltage increases drastically as the temperature decreases.
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0 　引　　言
L ED 的电学特征参数主要包括正向电流 I F 、正向电压
V F 、反向电流 IR 和反向电压 V R , 这是衡量一个 L ED 是否
能够正常工作的最基本依据[ 2 ,4 ] , 但是 L ED 结温或者环境
温度变化时会对测量结果产生很大影响 ,因此快速精确地




NI 公司的 LabVIEW 为构建一个功能全面、快速高效
的可控温功率 L ED 电参数测试系统提供了很好的软件设
计平台。首先 ,利用 LabVIEW 可以任意设计仪器面板 ,且
不需编写繁琐的计算机程序代码 ,可以简化程序的设计 ;
其次 ,LabVIEW 集成了大量的硬件设备驱动功能 ,包括
RS232、GPIB、VXI、VISA、DAQ 等 ,用 LabVIEW 来实现
计算机对可编程仪器的控制 ,很大程度上提高了编程效
率[ 3 ] ;第三 ,LabVIEW 包含有大量的生成图形界面模板和
丰富的数值分析、信号处理功能以及强大的文件 I/ O 功
能 ,测试者可以直接获取测量结果和测量曲线[ 526 ] 。
1 　LED 电参数与温度的关系[ 1]
根据二极管肖克莱模型 ,L ED 的正向电流与正向电压
和温度近似满足如下方程 :




式中 : n为理论因子 ,其值由正向电压决定 ,在1～2之间变
化。IO 是反向饱和电流 , K 是玻耳兹曼常数 ,在室温时 ,
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KT/ q = 0. 02569 V ,因此在外加电压大于零点几伏时 ,exp
(qV/ n KT) µ 1 ,式 (1)可以简化为 :




当 L ED 的工作电流达到十几 mA 甚至几百 mA 时 ,








+ RS I F (3)
式中 : RS 是L ED 的内阻。在恒流驱动时 ,温度升高对电压




在输入电流恒定的情况下 ,随着温度的升高 ,L ED 两
端正向压降值单调减小 ,二者可以近似表示为 :
V FT = V F0 + K( T - T0 ) (4)
式中 : V FT 是温度为 T 时 L ED 两端的电压 , V F0 是温度为
T0 时 L ED 两端的电压 , K 就是电压随温度变化系数。
2 　测试系统硬件组成
本测试系统以 Keithley 公司的 2400 数字源表和
25102A T 温度控制源表、Inst rument System 公司的温控夹
具 L ED 850、NI 公司的 GPIB 接口卡及所需的缆线为硬件




测试功能的测试设备 ,25102A T 是第一个专门创造出给二
极管测试所用的控温仪器 ,其温度控制范围为 - 50 ℃至
+ 225 ℃,它们分别通过 GPIB 总线与计算机连接。测试样
品 L ED 固定在温控夹具 L ED 850 上 ,计算机发送指令控
制 2400 给 L ED 提供电流 (电压) ,并把测量结果电压 (电
流)返回到计算机进行分析处理[ 7 ] 。测试软件为 25102A T
设定一个温度值 ,L ED 850 中的 R TD 传感器检测 L ED 上
的温度并将温度转换成电流发送到 2510 ,2510 根据此温度
与所设定的温度的高低来改变流经 Peltier 制冷器中的电
流的大小 ,实现制冷和制热 ,最终使温度在偏差范围内达
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控温测电压和控温测电流界面分别如图 3 和图 4 所
示 ,两界面的布局基本相同 ,只是测试的参数不同。温度
控制的精度主要受 P、I、D 这三个参数的影响 ,选择适当的
PID 参数可以使温度在很短的时间内达到稳定 ,控制精度









样品毁坏或者仪器过载。本软件可以自动测量 L ED 在不
同温度下的电参数 ,通过测量计算还可以得出温度与电压
的关系系数 K ,测量数据可以保存为 t xt 格式的文本文件
或者 xls 格式的 Excel 文件 ,测量曲线可以保存为 bmp 格
式的图片文件。
为验证系统的可行性 ,对功率型 L ED 进行了电参数
测量 ,测量温度范围为 ( - 20～80 ℃) ,每间隔 10 ℃分别测
量电流 (0. 1～200 mA) 和电压 (0～4 V) 下 L ED 的 IV 关






本文结合了 Keithley 在测量仪器方面和 LabVIEW 在
仪器控制方面的优势 ,编写了一套可控温的 L ED 电参数
测试软件 ,该软件具有界面友好、操作方便等优点 ,可以自
动测量 L ED 在不同温度下的电参数 ,提高了 L ED 的测试
效率和质量。此外 ,该软件采用 LabVIEW 的模块化编程 ,
非常容易拓展程序和增加新的功能。
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